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1977 1977 / с. 49 https://www.ester.ee/record=b1313776*est

Расчет показателя степени в формуле Миллера
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Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные
методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы
1981 / с. 30-31 https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Физические аспекты учета влияния эффекта электронно-дырочного рассеяния при математическом
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Численное моделирование напряженности электрического поля и напряжения пробоя в полупроводниковой
структуре с двойной фаской
Velmre, Enn; Kuusik, E.; Tergem, Ilmar Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 50-58
https://www.ester.ee/record=b1264428*est

Численное моделирование неизотермических переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах
Velmre, Enn; Freidin, Boris Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал.
Радиоэлектроника 1984 / с. 86-88 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численное моделирование неизотермических переходных процессов в силовых полупроводниковых приборах
при большой плотности прямого тока
Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-
технический журнал. Радиоэлектроника 1989 / с. 80-82 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численное моделирование неизотермических переходных процессов в силовых полупроводниковых приборах
при воздействии мощного импульса прямого тока
Velmre, Enn; Freidin, Boris Электронное моделирование = Electronic modeling : международный научно-теоретический
журнал 1983 / с . 73-76 https://www.ester.ee/record=b1291241*est
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https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Численное моделирование процессов в полупроводниковых структурах с учетом рекомбинации через
многозарядные центры
Velmre, Enn; Opštški, A.; Udal, Andres Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА : тезисы
докладов. Том 1 1987 / с. 131-134 https://www.ester.ee/record=b1273986*est

Численное моделирование процессов включения и выключения диодной структуры на основе прямозонного
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Численное моделирование ударного режима кремниевых тиристоров
Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boriss Измерение и моделирование в электронике 1987 / с. 78-88

Численное моделирование ударного режима силовых полупроводниковых приборов с учетом электронно-
дырочного рассеяния
Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА :
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Численное моделирование физических процессов в одномерных кремниевых диодных структурах в
стационарном режиме
Velmre, Enn; Freidin, Boris; Udal, Andres Алгоритмы и программы : информационный бюллетень 1980 / с.?

Численное моделирование физических процессов в прямосмещенных структурах на основе прямозонных
полупроводников
Velmre, Enn; Freidin, Boris Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 25-31
https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Численное моделирование эксперимента Шокли-Хейнса
Velmre, Enn; Udal, Andres Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1986 / с. 49-53 : ил
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Численное моделирование электротепловых процессов в силовых полупроводниковых приборах с учетом
электронно-дырочного рассеяния
Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Seleninov, Kazimir; Freidin, Boris Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы :
сборник статей. Часть II 1989 / с. 185-188 https://www.ester.ee/record=b1264433*est

Численное моделирование электрофизических процессов в полупроводниках с учетон электронно-дырочного
рассеяния
Velmre, Enn; Piroženko, Aleksander; Udal, Andres Электронное моделирование = Electronic modeling : международный
научно-теоретический журнал 1985 / с. 66-71 https://www.ester.ee/record=b1291241*est

Численный анализ неизотермических переходных процессов в арсенидгаллиевых диодных структурах
Aškinazi, German; Velmre, Enn; Kivi, U.; Timofejev, V.; Freidin, Boris; Šumilin, V. Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы
докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 15 https://www.ester.ee/record=b1304403*est

Численный анализ одномерных полупроводниковых структур в стационарном режиме
Velmre, Enn; Freidin, Boris Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, посвященной дню радио и
деятельности Эстонской организации НТОРЭС им. А. С. Попова за годы 1958-1978 1978 / с.?
https://www.ester.ee/record=b1314631*est

Численный анализ переходных процессов в диодных структурах на основе прямозонных полупроводников
Velmre, Enn; Freidin, Boris Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва
24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 26 https://www.ester.ee/record=b1304403*est

Численный расчет диода с точным учётом электронно-дырочного рассеяния
Velmre, Enn; Udal, Andres Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей 1984 / с. 39-43
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Электротехника и автоматика
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Электротехника и автоматика
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